
研究論文，”極低角度入射ビームオージェ深さ方向分析によるHfO2/Si基板の分析”に掲載されている Fig.8 
オージェデプスプロファイルの Raw data ファイル
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a) のオージェデプスプロファイルは論文に掲載の Fig.8 に相当し，横軸は nm である．
b) は横軸を測定回数で表したものであり，横軸を nm に変換する前のプロファイルである
Raw data ファイルは，b) に対応している．



Hf-NVV Raw dataファイルの構造
Raw data の図化
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